Особенности FORC диаграмм аморфных микропроводов и их систем
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Аморфные микропровода в стеклянной оболочке, произведенные методом Улитовского-Тейлора, представляют большой интерес с точки зрения практического применения. Разнообразие эффектов, которые можно наблюдать в таких микропроводах, является ключевым моментом для разработки новых устройств и повышения эффективности уже известных. Эти эффекты включают магнитную бистабильность, используемую в системах кодирования, логики и памяти, магнитоимпедансный эффект, используемый в высокопроизводительных датчиках, память формы и магнитокалорический эффект для гипертермии.[1]
Процессы перемагничивания аморфных микропроводов зависят от их микромагнитной структуры. Магнитоупругая анизотропия и анизотропия формы рассматриваются в качестве основных факторов, определяющих свойства их магнитного гистерезиса, из-за малости магнитокристаллической анизотропии. Определяя влияние состава, геометрии и внешних параметров на вклады энергии и, следовательно, на тип доменной структуры образца, можно анализировать процессы их перемагничивания [2].
В данной работе представлены результаты изучения одиночных аморфных микропроводов с положительной и отрицательной магнитострикцией, а также системы близкорасположенных элементов на их основе. Экспериментальные результаты были получены при помощи вибрационного магнетометра LakeShore 7400. Для исследования магнитостатичеких взаимодействий была применена FORC (First Order Reversal Curve) методика измерений (стандартное ПО фирмы LakeShore). Полученные данные были обработаны в программе FORCinel [3]. 
Одним из основных результатов работы является сопоставление механизмов перемагничивания различных типов аморфных микропроводов с помощью сравнения FORC диаграмм. Наблюдаемые результаты иллюстрируют отличия механизмов перемагничивания в проводах с различным составом, геометрией, типом резки. По особенностям на FORC диаграмме для близкорасположенных аморфных микропроводов на основе железа можно судить об эффективных полях взаимодействия между ними. 
Информация, полученная с использованием данной методики, позволяет подтвердить уже устоявшуюся концепцию процессов перемагничивания в образцах данного типа и расширить понимание влияния внешних и внутренних параметров на свойства системы.
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